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RESTUME

L'étude de testabilité de circuits combinatoires est généralement réalisée
4 l'aide de générateurs ATG (Rutomatic Test Generators) basés sur des algorithmes
qui consistent a propager la faute de son site aux sorties primaires du circuit et
4 déterminer le vecteur correspondant i appliquer aux entrées.

Dans ce travail nous avons congu et réalisé un outil de test basé sur
1l'interaction générateur GFCOST-simulateur SEDIF. Le générateur GFCOST est basé sur
l'algorithme FAN pour 1l'accélération de la recherche de vecteurs de test, et en
interaction directe avec les fonctions de coiit (d'abramovici) qui définissent les
controlabilités et observabilités d'un point de test et qui servent de valeurs de
décision pour la sélection des chemins de gensibilisation de la faute. L'évaluation
des sorties pour un vecteur d'entrée donné et 1l'étude des réponses du circuit sous
test en présence de fautes sont assurées par le simulateur SEDIF logique développé.
Ce simulateur est de type "événement dirigé" a injection de fautes.

L'interaction GFCOST-SEDIF produit un dictionnaire de fautes pour le modéle
de collage, et peut étre utilisé a l'amélioration automatique de testabilité. En
effet si le taux de couverture de fautes du circuit est faible, alors il y a
possibilité de modification de la circuiterie au niveau des points non testables
suivant les régles de DFT (Design for testability). Un compromis entre la taille
de la circuiterie additionnelle et une couverture é&levée de fautes doit étre

""considéré, Afin de préserver la fonctionalité originale, il y a vérification

systématique a chaque intervention sur un point non testable & 1l'aide du
simulateur-évaluateur. .

Nous avons développé une nouvelle approche de la construction du dictionnaire
de fautes. Celle ci permet une réduction appréciable du temps de test lors de la
recherche de vecteurs de test pour toutes les fautes du circuit. L'interaction
directe SEDIF-GFCOST peut é&tre aussi utilisée pour la vérification de 1la
fonctionalité lors de la conception et l'estimation de certaines dégradations
possibles de performances introduites par la circuiterie supplémentaire lors de
l'amélioration de testabilité.
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